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Prufungsantrag gem. S 44 PatG ist gestellt 

@ Anordnung zum Messen oder Erkennen einer Veranderung an einem ruckstrahlenden Element 

® Bei einer Anordnung zum Erkennen einer Benetzung einer 
benetzbaren auReren Oberflache (5) einer fur eine bestimm- 
te Strahlung durchlassigen Platte Oder Wand (1), wird durch 
einen sensoraktiven Bereich (14} mit wenigstens zwei MeS- 
strecken mit StrahlungsquelJe und Strahlungsempfanger 
(16), durch eine Schaiteranordnung (23, 30) zu einem 
zeitabschnittsweisen Wirksamschelten jeder der einzelnen 
MeBstrecken in einer bestimmten Schattfolge, durch eine 
Einstellanordnung (32) zur Einstellung einer derart bemesse- 
nen Strahlungsleistung der einzelnen Strahlungsquelten, 
daS bei unbenetztem sensoraktlvem Bereich jede Strah- 
lungsquelJe einen Abschnitt (37) des Detektionssignals er- 
zeugt, dessen mittlerer Amplitudenwert gteich dem mittle- 
ren Amplitudenwert der den anderen StrahlungsquelJen oder 
, Gruppen von Strahiungsquelfen zugeordneten Abschnitten 
(38, 39) des Detektionssignals ist und durch eine dem (den) 
' Strahlungsempfanger(n) nachgeschaltete Filterschaltung 
(36) zur Obertragung des Detektionssignals (SD) an eine 
Auswertanordnung (41) zur Erzeugung eines Steuer- und/ 
oder MeBwertslgnals (S41) aus dem in der Auswertanord- 
nung gemessenen oder festgesteJIten Unterschied der den 
einzelnen Strahlungsquellen zugeordneten Abschnitten des 
Detektionssignals erreicht, daB eine Fremdstrahlung die 
Messung oder Erkennung der Benetzung nicht wesenttlch 
beeinfluGt, stort und verfalscht. 




Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingeretchten Unterlagen entnommen 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Anordnung zum Messen 
oder Erkennen einer Veranderung an einem ruckstrah- 
lenden Element nach dem Oberbegriff des Anspruches 
1. 

In vielen Fallen besteht der Wunsch, Veranderungen 
an einem rtickstrahlenden Element, hervorgerufen z. B. 
durch eine bestimmte Benetzung einer Oberflache zu 
erkennen, urn daraus beispielsweise Steuerbefehle zum 
SchlieBen von Fenstern oder anderen Offhungen oder 
zum Entfernen einer stdrenden Benetzung abzuleiten. 
Als reflektierendes Element kann z. B. eine innere Refle- 
xionsfiache einer strahlungsdurchlassigen Platte oder 
Wand (innere oder Totalreflexion), ein Spiegel oder 
auch jedes Mittel in Frage kommen, das gegebenenfalls 
auch nur Streulicht ruckstrahlt, wie z. B. eine sich der 
Anordnung nahernde Hand. Unter dem Begriff Benet- 
zung einer Oberflache wird das Bedecken oder Berie- 
seln der Oberflache mit einzelnen Fltissigkeitstropfen 
oder das Auftreffen von Fltissigkeitstropfen auf diese 
Oberflache verstanden, bis hin zu einem auf die Oberfla- 
che aufgebrachten Flussigkeitsfilm oder Schaum oder 
einer auf die Oberflache aufgeiaufenen oder auflaufen- 
den Flttssigkeitsschicht einer bestimmten Schichtdicke. 

Durch ein Erkennen des Umfanges der Veranderung 
der Reflexionsverhaltnisse konnen so z. B. Lageande- 
rungen oder das Auftreten eines vor der Anordnung 
beweglichen oder bewegten Gegenstandes erfaBt wer- 
den. 1st die Veranderung eine Benetzung, so kdnnen 
z. B. durch ein Messen der Menge der benetzenden 
Flttssigkeit pro Fiacheneinheit und/oder pro Zeiteinheit 
auf der benetzten Oberflache gezieltere Steuerbefehle 
abgeleitet werden, mit denen beispielsweise die Benet- 
zung geregelt, Schlie&vorgange abhangig von der beste- 
henden oder zu erwartenden FtOssigkeitsmenge gesteu- 
ert oder ein Vorgang zur Beseitigung der Benetzung 
abhangig von der Vorgeschichte der Verursachung der 
Benetzung optimal gesteuert werden kann. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine An- 
ordnung der im Oberbegriff des Anspruches 1 angege- 
benen Art derart auszugestalten, daB eine zusatzliche, 
aus dem Umfeld der Anordnung zum Messen oder Er- 
kennen einer Veranderung in diese Anordnung eindrin- 
gende und sich der Strahlung der Anordnung Oberla- 
gernde Fremdstrahlung, die Messung oder Erkennung 
der Veranderung selbst dann nicht wesentlich beein- 
fluBt, stdrt und verfalscht, wenn die zusatzliche Fremd- 
strahlung einen wesentlichen oder sogar weit Uberwie- 
genden Anteil gegenuber der zum Messen oder Erken- 
nen abgestrahlten Strahlung ausmacht 

Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des Anspru- 
ches 1 geldst 

Die Strahlung zum Messen oder Erkennen einer Ver- 
anderung an einem rtickstrahlenden Element durch- 
dringt so im Falle einer Benetzung einer AuBenflache 
einer Platte oder Wand sowohl die Platte oder Wand als 
auch die die Platte oder Wand benetzende Flttssigkeit 
ohne wesentliche Daxnpfung und ein zunehmend grd&e- 
rer Anteil von der mit einem zur Senkrechten durch die 
Platte oder Wand zunehmenden Abstrahlungswinkel in 
die Platte oder Wand emittierten Strahlung wird von 
der Grenzfiache der auBeren Oberflache der Platte oder 
Wand reflektiert, bis hin zu einem Grenzwinkel des Ein- 
strahlwinkels, ab dem an einer optisch einwandfreien 
Grenzfiache eine Totalreflexion der eingestrahlten 
Strahlung an dieser Oberflache auftritt 

So entsteht in einer die Platte oder Wand am Ort der 



Strahlungsquelle senkrecht durchsetzenden Ebene ab- 
hangig von der Richtungscharakteristik der Strahlungs- 
starke der an die Platte oder Wand angekoppelten 
Strahlungsquelle und der Dampfung des Strahlungsflus- 
5 ses in der Platte oder Wand eine Kurve der Strahlungs- 
starke eines aus der inneren Oberflache der Platte oder 
Wand, an die die Strahlungsquelle angekoppelt ist, aus- 
tretenden Strahlungsflusses. Diese StrahlungsfluBkurve 
weist zwischen dem Ankopplungsort der Strahlungs- 

io quelle und dem Ausstrahlungsbereich der unter dem 
Grenzwinkel der total reflektierten Strahlung ein im 
allgemeinen breites Maximum auf, wie in Fig. 1 schema- 
tisch dargestellt ist An diesem Maximum ist die grSBte 
Anderung der Kurve der Strahlungsstarke zu erwarten, 

15 wenn die Reflexion der in der Platte oder Wand ubertra- 
genen Strahlung an der benetzbaren Oberflache der 
Platte oder Wand in einem zwischen diesem Maximum 
und der Ankopplung der Strahlungsquelle an der inne- 
ren Oberflache liegenden sensoraktiven Bereich der au- 

20 Beren Oberflache der Platte oder Wand durch eine Be- 
netzung verandert wird. Hierbei yerandert sich sowohl 
die Lage als auch die Hdhe dieses Maximums je nach 
Art der Benetzung der auBeren Oberflache der Platte 
oder Wand im sensoraktiven Bereich, der im unbenetz- 

25 ten Zustand im wesentlichen zur Bildung dieses Maxi- 
mums der Strahlungsstarke an der inneren Oberflache 
der Platte oder Wand beitragt. Als eine sowohl die be- 
netzte Platte oder Wand als auch die Benetzungsflussig- 
keit durchflieSende Strahlung kommt beispielsweise ei- 

30 ne Lichtstrahlung im sichtbaren, ultravioletten oder in- 
fraroten Bereich, eine Ultraschallstrahlung oder ggf. ka- 
pazitive Strahlungen in Frage. 

AUerdings muB das strahlungsdurchlassige Medium 
keine Platte oder Wand sein. Auch in einem anderen 

35 strahlungsdurchlassigen Medium wie z. B. der Luf t kann 
die Anordnung Veranderungen der Refelexionsverhalt- 
nisse erkennen, sofern nur MeBstrecken zwischen der 
Anordnung, die ublicherweise Strahlungsquelle und 
Strahlungsempfanger umfaBt, und einem reflektieren- 

40 den Element wie z. B. einem Spiegel oder einer Hand 
aufgebaut werden kdnnen. Allein ruckgestrahltes Streu- 
licht erlaubt der Anordnung ein Erkennen von Lagean- 
derungen oder das Annahern einer Hand. 

Die Anordnung von wenigstens zwei MeBstrecken, 

45 gleichgultig ob zwei Strahlungsquellen oder Gruppen 
von Strahlungsquellen einem Strahlungsempfanger 
oder ob mehrere Strahlungsempfanger einer Strah- 
lungsquelle zugeordnet sind, und die Anordnung des 
Strahlungsempfangers jeweils in der Zone des ersten 

50 Maximums jeder aus der inneren Oberflache der Platte 
oder Wand austretenden StrahlungsfluBverteilung der 
an die Platte oder Wand angekoppelten Strahlungsquel- 
le(n), das abwechselnde und aufeinanderfolgende Wirk- 
samschalten der MeBstrecken in einer bestimmten urn- 

55 laufenden Schaltfolge, das Einstellen der Strahlungslei- 
stung der Strahlungsquellen oder Gruppen von Strah- 
lungsquellen auf so einen Wert, daB das Detektionssi- 
gnal am Ausgang des Strahlungsempfangers im Aus- 
gangs- oder Ruhezustand des rtickstrahlenden Elements 

60 im Umlauf einer Schaltfolge zum Wirksamschalten der 
einzelnen Strahlungsquellen oder Gruppen von Strah- 
lungsquellen unverandert ist, und die Art des Verwer- 
tens des Unterschiedes der den einzelnen Strahlungs- 
quellen oder Gruppen von Strahlungsquellen zugeord- 

65 neten Abschnitten des Detektionssignals bei einer Ver- 
anderung der Reflexionsverhaltnisse z. B. durch eine Be- 
netzung im sensoraktiven Bereich bringt den Vorteil, 
daB die Anordnung einen sehr weiten Bereich einer 
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Veranderung z. B, durch Benetzung der Platte oder 
Wand detektiert und daB eine unmittelbare Fremdein- 
strahlung auf den Strahlungsempfanger auch dann na- 
hezu keine Wirkung auf die Auswertung der fttr die 
Messung oder Erkennung ausgesendeten aktiven Strah- 5 
lung hat, wenn die Intensity der Fremdeinstrahlung urn 
ein wesentliches Vielfaches grdBer ist als die Intensitat 
der aktiven Strahlung, und daB die Fremdstrahlung auf- 
grund der erfindungsgemaBen Ausbildung der Anord- 
nung die durch die Anderungen z. B. der Benetzung ver- 10 
ursachten Anderungen der aktiven Strahlung nicht be- 
einfluBt 

Die Sicherheit der Detektion der Veranderung wird 
dadurch noch gesteigert, daB eine Schaltfolgefrequenz 
der Schaltfolge zum abwechselnden Wirksamschalten 15 
der einem Strahlungsempfanger zugeordneten Strah- 
lungsquellen oder Gruppen von Strahlungsquellen ge- 
wahlt wird, die ein wesentliches Vielfaches grdBer ist als 
die schnellste zu erwartende Anderungsfolge einer auf 
den Strahlungsempfanger einwirkenden Fremdstrah- 20 
lung, und daB nur ein Detektionssignal ausgewertet 
wird, dessen Anderungsfolge die gleiche Folgefrequenz 
wie die Schaltfolge aufweist 

Eine Ausbildung gem&B Anspruch 3 mit mehreren 
Strahlungsquellen, die einem Strahlungsempfanger zu- 25 
geordnet sind, hat den Vorteil, daB z. B. bei der Steue- 
rung von Scheibenwischermotoren an Kraftfahrzeugen 
der EinfluB von Fremdlicht, das nur einen Teil der MeB- 
strecken beeintrachtigt besser herausgefiltert werden 
kann, als wenn z. B. mehrere Strahlungsempfanger nur 30 
einer Strahlungsquelle zugeordnet sind. 

Ebenfails eine Erhdhung der Genauigkeit und Sicher- 
heit des Erkennens und Messens der Benetzung einer 
Platte oder Wand wird durch eine Anordnung gem&B 
Anspruch 6 erreicht. Da sich bei einer Benetzung des 35 
sensoraktiven Bereiches der Platte oder Wand das erste 
Maximum nicht nur in der Hdhe, sondern auch in der 
Entfernung von der zugehdrigen Strahlungsquelle an- 
dert, werden durch die Lageveranderung des Maximus 
auch kleine Anderungen der Benetzung deutlicher de- 40 
tektiert 

Nach Anspruch 7 ist im Detektionszweig nach dem 
Ausgang des Strahlungsempfangers eine Regelschal- 
tung angeschlossen, deren Regelzeitkonstante um ein 
wesentliches Vielfaches grfiBer ist als eine Schwin- 45 
gungsperiode des Schaltfolgesignales, das die dem 
Strahlungsempfanger zugeordneten Strahlungsquellen 
oder Gruppen von Strahlungsquellen schaltet Diese 
Regelschaltung erzeugt ein von der Differenz der mitt- 
leren Amplituden der den einzelnen Strahlungsquellen 50 
oder Gruppen von Strahlungsquellen zugeordneten Ab- 
schnitten des Detektionssignales abhangiges Regelsi- 
gnal zur Einstellung der Strahlungsleistung der dem 
Strahlungsempfanger zugeordneten Strahlungsquellen 
oder Gruppen von Strahlungsquellen, derart, daB die 55 
Differenz der mittleren Amplituden der genannten Ab- 
schnitte des Detektionssignals gegen Null geht. Da- 
durch werden langsamere oder bleibende Anderungen 
im sensoraktiven Bereich der Platte oder Wand, die 
nicht von der Benetzung verursacht wurden oder die eo 
Benetzung nicht betreffen, beim Erkennen oder Messen 
der Benetzung nicht berflcksichtigt Dadurch kdnnen 
Einflusse infolge von Alterung, Verschmutzung oder 
Temperaturunterschieden leicht eliminiert werden, die 
bekannten Systemen Probleme bereiten. 65 

Je ausgepragter das Maximium der Kurve der Strah- 
lungsstarke des aus der inneren Oberflache der Platte 
oder Wand austretenden Strahlungsflusses einer Strah- 
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lungsquelle gestaltet werden kann, desto genauer und 
sicherer kann eine Benetzung der Platte oder Wand 
festgestellt und gemessen werden. Deshalb ist es beson- 
ders vorteilhaft, die einem Strahlungsempfanger zuge- 
ordneten Strahlungsquellen gemaB Anspruch 8 an die 
innere Oberflache der Platte oder Wand anzukoppeln, 
selbst wenn eine Messung erst nach mehreren Reflexio- 
nen erfolgt 

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung 
sind in weiteren Unteranspruchen angegeben. 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand vorteilhafter 
Ausfuhrungsbeispiele naher erlautert. In den zugehdri- 
gen Zeichnungen zeigen: 

Fig. la einen senkrechten Schnitt durch eine strahlen- 
durchlassige Platte oder Wand mit einer angekoppelten 
Schaltungsquelle, 

Fig. lb ein Diagramm mit einer die Strahlungsstarke 
der RUckstrahlung darstellenden Kurve der in Fig. la 
dargestellten Anordnung, 

Fig. 2 einen Ausschnitt einer benetzbaren Platte oder 
Wand in einer Ansicht auf deren innere Oberflache mit 
aufgebrachten Strahlungsquellen und einem Strah- 
lungsempfanger, 

Fig. 3 ein Blockschaltbiid einer Anordnung zum Mes- 
sen oder Feststellen einer Benetzung mit einer in Fig. 2 
dargestellten Anordnung des sensoraktiven Bereiches 
einer Platte oder Wand, 

Fig. 4 Diagramme a) bis d) Uber den zeitlichen Ver- 
lauf der Ausgangssignale des Strahlungsempfangers 
und des Detektionssignales, 

Fig. 5 ein Blockschaltbiid einer weiteren Anordnung 
zum Messen oder Feststellen einer Benetzung einer 
Platte oder Wand mit zwei besonders angekoppelten 
Strahlungsquellen und einer Regelanordnung, 

Fig. 6 ein Diagramm des Verlaufes der Strahlungs- 
starkekurven der RUckstrahlung an der inneren Ober- 
flache der Platte oder Wand bei einer besonderen An- 
koppelung zweier Strahlungsquellen an diese Oberfla- 
che. 

Die Eriauterungen erfolgen am Beispiel einer Anord- 
nung zum Messen und Erkennen einer Benetzung, 
wenngleich die Anordnung auch andere nicht durch eine 
Benetzung hervorgerufenen Veranderungen der Refle- 
xionsverhaltnisse gegenQber einem Ruhe- oder Aus- 
gangszustand erkennen kann. Zu denken ist hierbei z. B. 
an das Erkennen von Lageanderungen oder an die An- 
naherung eines ggf. nur Streulicht zuruckstrahlenden 
Elements, wenn z. B. in Abhangigkeit der Annaherung 
einer Hand an ein Schaufenster bestimmte Reaktionen 
auftreten sollen. In den Ausftihrungsbeispielen ist das 
strahlungsdurchlassige Medium eine Platte oder Wand 
1, jedoch kdnnen auch andere z. B. kdrperlose durch- 
strahlbare Medien eingesetzt werden, bei denen die 
Veranderungen durch ein den Aufbau von MeBstrecken 
ermdglichendes EinfUhren eines die aktive Strahlung 
der Strahlungsquellen ruckstrahlenden Mittels in den 
Strahlengang der MeBanordnung oder Bewegen im 
Strahlengang hervorgerufen sind oder werden. 

In Fig. la ist eine in einer nicht naher dargestellten 
Ebene geschnittene Platte oder Wand 1 in einem Aus- 
schnitt dargestellt. Die Ebene verlauft senkrecht zur 
Platte durch eine an die Platte oder Wand angekoppelte 
Strahlungsquelle 2, deren Strahlung in die Platte durch 
Linien 3 dargestellt ist Die Strahlungsquelle ist an die 
innere Oberflache 4 der Platte t so angekoppelt, daB die 
von ihr erzeugte Strahlung 3 ohne wesentliche Verluste 
einflieBen kann. Diese Strahlung wird entsprechend den 
optischen Gesetzen an der der inneren Oberflache 4 der 
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Platte gegenUberliegenden auBeren Oberflache 5 der 
Platte 1 zu einem mit zunehmendem Einstrahlwlnkel a 
zunehmenden Anteil von der auBeren Oberflache re- 
flektiert (reflektierte Strahlung 6) und tritt an der inne- 
ren Oberflache 4 der Platte oder Wand i teilweise wie- 5 
der als rtickstrahlende Strahlung 7 aus. Der Verlauf der 
Strahlungsstarke I dieser RUckstrahlung 7 abhangig 
vom Abstand x von der Strahlungsquelle ist als Kurve 8 
im Diagramm der Fig. lb schematisch dargestellt Diese 
Kurve weist im Abstandsbereich zwischen der Strah- 10 
lungsquelle 2 und dem Austritt 9 der RGckstrahlung der 
ersten Totalreflexion an der inneren Oberflache 4 der 
Platte ein erstes Maximum 10 auf, das im wesentlichen 
von der Abstrahlungscharakteristik der Strahlungsquel- 
le 2 in die Platte 1 abhangt Insofern kdnnen in der 15 
Signalkurve auch durchaus mehrere Maxima detektiert 
und ausgewertet werden. Diese Abstrahlungscharakte- 
ristik ist in Fig. la schematisch als Kurve 11 dargestellt 
und kennzeichnet schematisch die winkelabhangige 
Strahlungsstarke der Strahlungsquelle in die Platte. 20 

Tritt eine Benetzung der auBeren Oberflache 5 der 
Platte oder Wand in einem besonders empfindlichen 
Bereich der auBeren Oberflache zwischen einer Senk- 
rechten 12 zur Platte am Ort der Strahlungsquelle und 
einer Senkrechten 12 m durch die Platte am Ort xm des 25 
ersten Maximums auf, namiich in dem sensoraktiven 
Bereich 14 der Platte oder Wand, in dem von der auBe- 
ren Oberflache die RUckstrahlung fur das erste Maxi- 
mum 10 reflektiert wird, was in Fig. 1 durch einen Trop- 
fen 13 in diesem sensoraktiven Bereich 14 schematisch 30 
dargestellt ist, wird das optische Reflexionssystem an 
der auBeren Oberflache im Auflagebereich 15 des Trop- 
fens 13 derart ver&ndert, dafi sich durch die veranderte 
Reflexion die Form der Kurve 8 der Strahlungsstarke 
der RUckstrahlung 7 in die durch die Benetzung gean- 35 
derte Kurve 8' und sich die Lage xm des Maximums 10' 
in die neue Lage xm' des Maximums 10' der geanderten 
Kurve 8' verandert 

Ist im Bereich des ersten Maximums 10 der Strah- 
lungsstarke der RUckstrahlung 7, beispielsweise im Ab- 40 
stand xe von der Ankoppelstelle der strahlungsquelle 2 
ein Strahlungsempfanger 16, der in Fig. la gestrichelt 
dargestellt ist, an die innere Oberflache 4 der Platte oder 
Wand 1 angekoppelt, empfangt er Uber die MeBstrecke 
im unbenetzten Zustand des sensoraktiven Bereiches 14 45 
der Platte eine durch die Kurve 8 gegebene Strahlungs- 
starke 11 der RUckstrahlung 7, im Falle des benetzten 
Zustandes des sensoraktiven Bereiches der Platte eine 
Strahlungsstarke I 2 der Strahlungskurve 8' der durch 
die Benetzung veranderten RUckstrahlung der Platte. 50 
Die Anderung der Strahlungsstarke von 1 1 zu 1 2 kenn- 
zeichnet die Benetzung des sensoraktiven Bereiches 14 
der Platte oder Wand 1. 

In Fig. 2 ist ein Ausschnitt einer benetzbaren Platte 
oder Wand 1 in einer Ansicht auf die innere Oberflache 55 
4 der Platte mit drei Gruppen 17, 18 und 19 zu je zwei 
jeweils an die innere Oberflache angekoppelten Strah- 
lungsquellen dargestellt, namiich den Strahlungsquellen 
2.1 (17), Z2 (17) der ersten Gruppe 17, den Strahlungs- 
quellen 2.1 (18), 2.2 (18) der zweiten Gruppe 18 und der 60 
Strahlungsquellen 2.1 (19)' 2J2 (19) der dritten Gruppe 
19, die alle einem gemeinsamen -Strahlungsempfanger 
16 zugeordnet sind und die kreisfdrmig so urn den ge- 
meinsamen Strahlungsempfanger 16 angeordnet sind, 
dafi der Strahlungsempfanger auf der etwa ringfdrmi- 65 
gen Zone 20 des ersten Maximums 10 der Strahlungs- 
starke der RUckstrahlung der einzelnen Strahlungsquel- 
len 2.1(17) bis 23(19) liegt 
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Im dargestellten AusfUhrungsbeispiel bilden jeweils 
zwei sich bezUglich dem Strahlungsempfanger gegen- 
Uberliegende Strahlungsquellen eine Gruppe von zwei 
Strahlungsquellen. Selbstverstandlich sind auch andere 
Anordnungen denkbar, bei denen einer Strahlungsquel- 
le mehrere kreisfdrmig urn sie herum angeordnete 
Strahlungsempfanger angeordnet sind, sofern nur we- 
nigstens zwei MeBstrecken unabhangig voneinander 
abgefragt und ausgeregelt werden kdnnen. 

Die Wirkungsweise der in Fig. 2 dargestellten Anord- 
nung von drei Gruppen von Strahlungsquellen um einen 
zugehdrigen Strahlungsempfanger wird anhand einer in 
Fig. 3 als AusfUhrungsbeispiel dargestellten Schaltungs- 
anordnung naher er&utert In Fig. 3 ist ein senkrechter 
Schnitt eines Ausschnittes aus einer benetzbaren Platte 
1 oder Wand mit den sechs in Fig. 2 schematisch darge- 
stellten, an die innere Oberflache 4 der Platte 1 ange- 
koppelten Strahlungsquellen 2.1(17) bis 23(19) und dem 
zugehdrigen, ebenfalls an die innere Oberflache ange- 
koppelten Strahlungsempfanger 16 schematisch darge- 
stellt Die Strahlungsquellen sind im dargestellten Aus- 
fUhrungsbeispiel lichtemittierende Dioden, deren einer 
AnschluB mit dem einen Pol einer Stromquelle 21 ver- 
bunden ist Der andere Pol der Stromquelle ist mit dem 
Eingang 22 eines dreistelligen Folgeschalters 23 verbun- 
den, der den Signaleingang 22 nach jedem Steuerimpuls 
24 an seinem Steuereingang 25 mit dem nachstfolgen- 
den Signalausgang 26.1, 26.2 oder 263 verbindet Im 
dargestellten AusfUhrungsbeispiel, in dem der Signal- 
eingang mit dem Signalausgang 26.1 verbunden ist, wird 
der Signaleingang durch den nachsten Steuerimpuls mit 
dem darauffolgenden Signalausgang 26.2 verbunden. 
Dadurch werden mit der Schaltf olge der Schaltf olgefre- 
quenz fa des an den Steuereingang 25 des Folgeschal- 
ters 23 angeschlossenen Taktgenerators 30 die Strah- 
lungsquellengruppen 17, 18 und 19 abwechselnd nach- 
einander an die Stromquelle 21 angeschaltet, so dafi die 
Strahlungsquellengruppen 17, 18 und 19 abwechselnd 
nacheinander bis zum Einschalten der folgenden Grup- 
pe wirksam geschaltet sind. 

Der Verlauf der Strahlung der einzelnen Strahlungs- 
queUengruppen in der strahlungsdurchlassigen Platte 1 
ist in Fig. 3 durch die unterschiedlich strukturierten Li- 
nien 27, 28 und 29 schematisch angedeutet Der an der 
auBeren Oberflache 5 der Platte reflektierte Anteil tritt 
an der inneren Oberflache 4 der Platte teilweise wieder 
als RUckstrahlung 7 aus. Der in der Zone des ersten 
Maximums der Strahlungsstarke der RUckstrahlung an 
die innere Oberflache der Platte 1 angekoppelte Strah- 
lungsempfanger 16, im dargestellten AusfUhrungsbei- 
spiel ein Fotoelement, wandelt den empf angenen Strah- 
lungsflufi in ein elektrisches Ausgangssignal S 16 um, 
dessen zeitlicher Verlauf 31 Uber einer Zeitachse t sche- 
matisch im Diagramm a) der Fig. 4 dargestellt ist und 
das aus sich wiederholend aneinandergereihten Signal- 
abschnitten 37, 38, 39 gebildet ist Diese Signalabschnitte 
entstehen aus der Schaltfolge, mit denen die einzelnen 
Gruppen 17, 18 und 19 der Strahlungsquellen zur Ab- 
strahlung einer Lichtstrahlung fUr einen kurzen Zeitab- 
schnitt Ta, der gleich der Periodenzeit der Taktfrequenz 
fa des den Folgeschalter 23 steuernden Taktgenerators 
30 ist, ein- und wieder ausgeschaltet werden. 

An Stellgliedern 32 der Ausgange 26.1 bis 263 des 
Folgeschaltens 23 wird die Strahlungsleistung der ein- 
zelnen Gruppen 17, 18 und 19 der Strahlungsquellen so 
eingestellt, dafi jede Gruppe von Strahlungsquellen bei 
unbenetzter und ungestdrter Platte oder Wand 1 fUr 
sich den selben Abgleichwert I 0 des Ausgangssignales 
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516 des Strahlungsempfangers erzeugt, wie im Dia- 
gramm b) der Fig. 4 an einem zeitlichen Verlauf 33 des 
ungestdrten und abgeglichenen Ausgangssignales S 16 
des Strahlungsempfangers 16 schematisch dargestelit 
ist Wird der sensoraktive Bereich 14 der Platte 1 bei- 
spielsweise durch einen Tropfen 13 benetzt, wie in Fig. 3 
schematisch dargestelit ist, wird die Strahlfilhrung 27, 
28, 29 durch diese Benetzung derart ver&ndert, daB die 
StrahlungsfiuBanteile der einzelnen Strahlungsquellen- 
gruppen 17, 18 und 19 ihren Anteil an dem abgegliche- 
nen Verlauf 33 des Ausgangssignales S 16 so verschie- 
ben, daB beispielsweise ein im Diagramm c) der Fig. 4 
dargestellter zeitlich ebener Verlauf 34 des Ausgangssi- 
gnals S 16 des Strahlungsempfangers 16 entsteht Dieses 
Ausgangssignal S 16 gelangt fiber einen Verstarker 35 
und ein HochpaBfilter 36 als Detektionssignal SD an 
den Signaleingang 40 einer Auswertanordnung 41. Die 
Grenzfrequenz fp des Hochpaflfilters 36 ist so bemes- 
sen, daB einerseits der Verlauf 34 des aus den einzelnen 



to 



15 



chen Abstanden xl und x2 von ihrem zugehdrigen 
Strahlungsempfanger entfernt, namlich derart, dafi in 
abgeglichenem Zustand der beiden Strahlungsquellen 
und bei unbenetzter Platte oder Wand der Strahlungs- 
empfanger 16 auf der Ruckflanke 43 des ersten Maxi- 
mums der Kurve 8.1 der Ruckstrahlung der ersten 
Strahlungsquelle 2.1 und gleichzeitig auf der Vorder- 
flanke 44 des ersten Maximums der Kurve 8.2 der von 
der zweiten Strahlungsquelle Z2 verursachten Rfick- 
strahlung aus der inneren Oberfiache 4 der Platte oder 
Wand 1 liegt 

Mit dieser Anordnung der Strahlungsquellen 2.1 und 
2J2 wird es moglich, eine Benetzung in der GestaJt eines 
gleichbieibenden Rttssigkeitsfilrns oder einer gleichblei- 
benden Flussigkeitsschicht 45, wie sie schematisch auf 
der auBeren Oberfiache 5 einer Platte oder Wand in Fig. 
5 dargestelit ist, festzustellen oder zu messen. Durch die 
Benetzung werden die Flanken 43 und 44 der beiden 
Kurven 8.1 und 8.2 der Strahlungsstarke der Rfickstrah- 



Abschnitten 37, 38 und 39 des bei einer zu erkennenden 20 lung far die unbenetzte Platte derart verformt und ver- 

oder zu messenden Benetzung des sensoraktiven Berei- lagert, daB der beiden Kurven gemeinsame Abgleich- 

ches der Platte oder Wand 1 gebildeien Ausgangssigna- punkt 46 fur das Ausgangssignal S16 des Strahlungs- 

les S 16 vom Filter noch annahernd flbertragen wird und empfangers in zwei Kurvenpunkte 46.1 und 46.2 mit 

daB andererseits Schwankungen von Fremdstrahlungen zwei unterschiedlichen Amplitudenwerte I 46.1 und 1 

auf den Strahlungsempfanger 16, die dieser ebenfalls in 25 46.2 aufsplittet, wie Fig. 6 veranschaulicht so daB daraus 

elektrische Signale umsetzt, nicht mehr im Detektionssi- ein Signalunterschied des Detektionssignal SD abgelei- 

gnal SD wirksam werden. Dieser zeitliche Verlauf des tet werden kann, zur Bildung eines Steuer- und/oder 

am Ausgang des HochpaBfilters 36 gebildete Detek- MeBsignalesS41. 

tionssignales SD ist im Diagramm d) der Fig. 4 in einer Bei der in Fig. 5 dargestellten Anordnung ist die 

dick ausgezogenen Kurve 42 schematisch dargestelit. 30 Schalter anordnung zur Steuerung der beiden Strah- 

Im dargestellten Ausffihrungsbeispiel enthalt die Aus- lungsquellen 2.1 und 2.2 ein Taktgenerator 30 der an 

wertanordnung 4 eine nicht naher dargestellte Schwell- einem nicht invertierenden Ausgang 30.0 und an einem 

wertschaltung, die ein Steuersignal S 41 am Ausgang invertierenden Ausgang 30.1 abwechselnd einen Strom - 

41.2 der Auswertanordnung 41 erzeugt, wenn der Ver- impuls jeweils zur Anregung der Ausstrahlung der an 

lauf 42 des Detektionssignals SD einen bestimmten 35 den Ausgang angeschlossenen Strahlungsquelle fur die 



Schwellwert SW fiberragt Dieses nicht naher darge- 
stellte Steuersignal S 41 zeigt eine Benetzung der be- 
netzten Platte 1 oder Wand im sensoraktiven Bereich 14 
der Platte an und kann zur Steuerung von der Benet- 
zung abhangiger Vorgfinge verwendet werden. 

In Fig. 5 ist ein Blockschaltbild eines weiteren Aus- 
ftihrungsbeispiels einer Anordnung zum Messen oder 
Feststellen einer Benetzung einer Platte 1 oder Wand 
dargestelit, das sich von dem in Fig. 3 dargestellten Aus- 
ffihrungsbeispiel im wesentlichen durch die Art der An- 
ordnung der Strahlungsquellen im sensoraktiven Be- 
reich 14 der Platte oder Wand und durch eine zusatzli- 
che Regelanordnung zur Regelung des Abgleiches der 
Strahlungsleistung der Strahlungsquellen unterscheidet 

Die beiden Strahlungsquellen 2.1 und Z2 sind so an 
die innere Oberfiache 4 der Platte 1 angekoppelt, daB 
der Einstrahlungswinkel aE der maximalen Strahlungs- 
starke einer Strahlungsquelle 2.1 oder 2.2 in die Platte 
oder Wand etwa gleich dem Winkel ist, fur den das erste 
Maximum 10 der Ruckstrahlung 7 aus der inneren Ober- 
fiache 4 der Platte oder Wand in einer die Platte oder 
Wand am Ort der Strahlungsquelle und des zugehdri- 
gen, ebenfalls an die innere Oberfiache angekoppelten 
Strahlungsempfangers 16 senkrecht durchdringenden 



Dauer des Stromimpulses erzeugt Der eine Ausgang 
des Stromimpulsgenerators 30 enthalt zur Einstellung 
des Stromwertes ein Stromstellgiied 32, das durch ein 
Stellsignal Sr an seinem Stelleingang 47 versteilbar ist 
Die Ruckstrahlung dieser beiden Strahlungsquellen am 
Ankopplungsort XE (Fig. 6) des Strahlungsempfangers 
16 wird von diesem in ein elektrisches Ausgangssignal S 
16 gewandelt, das entsprechend zu der in Fig. 3 darge- 
stellten Anordnung fiber einen Verstarker 35 und einen 
Hoch- oder BandpaB 36 als Detektionssignal SD an den 
Ausgang der Filterschaltung 36 gelangt An den Aus- 
gang der Filterschaltung 36 ist eine Signalzentrierstufe 
48 angeschlossen, die die Anderungen des Detektionssi- 
gnales SD am Ausgang der Filterschaltung 36 einer Mit- 
tenspannung Uz aufpragt Im dargestellten Ausfuh- 
rungsbeispiel enthaMt die Signalzentrierstrufe 48 einen 
Synchrondemodulator 49 mit zwei Demodulatoraus- 
gangen 49.1 und 49.2, die je einer Strahlungsquelle zuge- 
ordnet sind. Die Zuordnung erfolgt fiber einen Steuer- 
55 takt S 30.0 des Stromimpulsgenerators 30, der auch die 
Abstrahlung der Strahlungsquellen steuert Den Demo- 
dulatorausgangen 49.1 und 49.2 sind im dargestellten 
Ausffihrungsbeispiel Demodulationswertspeicher 50.1 



40 



45 



50 



und 50.2 nachgeschaltet, die den mittleren Amplitudes 
Ebene seinen grdBten Wert erreicht Dadurch wird ein 60 wert der von dem Synchrondemodulator 49 abgetaste- 
ausgepragteres erstes Maximum 10 der Kurve 8.1 oder ten, den beiden Strahlungsquellen zugeordneten Signal- 
er der Strahlungsstarke der Ruckstrahlung 7 der Strah- abschnitten des Demodulationssignals SD momentan 
lungsquellen aus der inneren Oberfiache 4 der Platte speichem und auf diese Weise einen Hiillkurvendemo- 
oder Wand 1 erreicht, wie mittels der in Fig. 6 darge- dulator bilden. Aus den momentanen mittleren Amplitu- 
stellten Kurven 8.1 und 8.2 der Strahlungsstarken II fur 65 denwerten der beiden Detektionswertspeicher wird in 
die Ruckstrahlung der Strahlungsquellen 2.1 und Z2 einem anschlieBenden Operationsverstarker 51 der Dif- 
schematisch veranschaulicht ist Darfiberhinaus sind die ferenzwert gebildet und einem Mittenwert aufgepragt 
beiden Strahlungsquellen 2.1 und 2JZ mit unterschiedli- Dieses so gebildete geglattete Detektionssignal SD m, 
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das gegenUber dem Detektionssignal SD am Ausgang 
der Filterschaltung 36 wesentlich von Stdrungen befreit 
ist, wird sowohl einer Auswertanordnung 41 als auch 
einer Regelschaltung 52 mit einer hohen Regelzeitkon- 
stanten Tv zugefQhrt Im dargestellten Ausfuhrungsbei- 5 
spiel enthalt die Regelschaltung ein Zeitkonstantenglied 
53 und einen Vergleicher 54, der aus dem Vergleich mit 
einem Referenzsignal Sref ein Stellsignal Sr fur den 
Stelleingang 47 des Stromstellgliedes 32 derart erzeugt, 
daB die Strahlungsleistung der mit dem StromsteUglied 10 
geregelten Strahlungsquelle 2.1 so verandert wird, daB 
der Unterschied der Detektionsamplitudenwerte am 
Ausgang der Signalzentrierstufe 48 gegen Null geht 
Die Regelgeschwindigkeit, cL h. die Regelzeitkonstante 
Tv der Regelschaltung 52 ist hierbei so bemessen, daB 15 
sie urn ein wesentliches Vielfaches grdfier ist als die 
langsamsten noch zu erfassenden Anderungen eines Be- 
netzungsvorganges. Die Auswertanordnung 41 kann 
eingangsseitig auch unmittelbar mit dem Ausgang der 
beiden Detektionwertspeicher 50.1 und 50.2 verbunden 20 
werden, insbesondere dann, wenn mittels der Auswert- 
anordnung die Benetzung gemessen werden solL 

Falls erwunscht kdnnen auch mehrere Strahlungs- 
empfanger, im Beispiel Fotodioden, und mehrere Strah- 
lungsquellen, im Beispiel Leuchtdioden in Reihe ge- 25 
schalten werden, um dadurch die Anzahl der MeBstrek- 
ken und die Zuverlassigkeh der Mefiergebnisse zu erho- 
hen. Z. B. kdnnen fttnf Leuchtdioden so angeordnet wer- 
den, daB eine zentrisch in der Mitte von vier an den 
Ecken eines Vierecks angeordneten Leuchtdioden liegt 30 
Werden hier jeweils zwischen der mittigen und den au- 
Benliegenden Leuchtdioden Fotodioden angeordnet, er- 
geben sich 4 voneinander unabh&ngige MeBanordnun- 
gen. Durch Fortfuhrung dieses Rasters l&Bt sich diese 
Anzahl leicht steigern, falls erhdhte Sicherheitsanforde- 35 
rungen an die Anordnung gestellt werden. 

Die eingangs bereits erwahnte kapazitative L5sung 
laBt sich dann z. B. mit Ladungsaumehmern ldsen, die 
ein Obersprechen erfassen, das infolge elektromagneti- 
scher Wellen erzeugt ist 40 

PatentansprOche 

1. Anordnung zum Messen oder Erkennen einer 
Veranderung an einem oder infolge eines ruck- 45 
strahlenden Elements, das von der Anordnung 
durch ein fur eine bestimmte Strahlung durchlassi- 
ges Medium getrennt ist, gekennzeichnet 

— durch einen sensoraktiven Bereich (14) im 
Medium (Platte oder Wand 1) mit wenigstens 50 
zwei MeBstrecken, an die wenigstens eine 
Strahlungsquelle (2.1, 2.2) oder Gruppe (17, 18, 
19) von Strahlungsquellen zum Einstrahlen der 
bestimmten Strahlung (3) in das strahlungs- 
durchlassige Medium und wenigstens ein 55 
Strahlungsempfanger (16) oder eine Gruppe 
von Strahlungsempfangern, der oder die im 
Oberlappungsbereich (Fig. 2) der Zonen (20) 
eines ersten Maximums (10) des Strahlungs- 
starkeverlaufs (8) des bei im Ruhezustand be- 60 
findlichen sensoraktiven Bereichs aus der dem 
rQckstrahlenden Element gegenuberliegenden 
Seite des Mediums austretenden RQckstrah- 
lung (7) der dem Strahlungsempfanger zuge- 
ordneten Strahlungsquelle oder -quellen zur 65 
Erzeugung eines der empfangenen Strahlung 
entsprechenden Detektionssignales (SD) an- 
geordnet sind, an der dem rucks trahlenden 
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Element gegenuberliegenden Seite des Me- 
diums angekoppelt sind, 

— durch eine Schalteranordnung (23, 30) zu 
einem zeitabschnittsweisen Wirksamschalten 
jeder der einzelnen MeBstrecken in einer auf- 
einanderfolgenden, sich wiederholenden 
Schaltfolge einer bestimmten Schaltfolgefre- 
quenz (fa), 

— durch eine Einstellanordnung (32) zur Ein- 
stellung einer derart bemessenen Strahlungs- 
leistung der einzelnen Strahlungsquellen oder 
Gruppen von Strahlungsquellen, daB bei im 
Ruhezustand befindlichem sensoraktivem Be- 
reich jede der dem Strahlungsempfanger zu- 
geordnete Strahlungsquelle oder Gruppe von 
Strahlungsquellen einen Abschnitt (37) des De- 
tektionssignales erzeugt, dessen mittlerer Am- 
plitudenwert gleich dem mittleren Amplitu- 
denwert der den anderen Strahlungsquellen 
oder Gruppen von Strahlungsquellen zuge- 
ordneten Abschnitten (38, 39) des Detektions- 
signales ist 

— und durch eine dem (den) Strahlungsemp- 
fangern) nachgeschaltete Filterschaltung (36) 
zur Obertragung des auf eine Schwingung der 
Schaltfolgefrequenz modulierten Detektions- 
signales (SD) an eine Auswertanordnung (41) 
zur Erzeugung eines Steuer- und/oder MeB- 
wertsignales (S 41) aus dem in der Auswertan- 
ordnung gemessenen oder festgestellten Un- 
terschied der den einzelnen Strahlungsquellen 
oder Gruppen von Strahlungsquellen zuge- 
ordneten Abschnitten des Detektionssignales. 

Z Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Anordnung zum Messen oder Er- 
kennen einer Benetzung an einer fur eine bestimm- 
te Strahlung durchlassigen Platte oder Wand (1) 
angeordnet ist, die das strahlungsdurchlassige Me- 
dium ist, und daB das rQckstrahlende Element eine 
benetzbare auBere Oberflache (5) der Platte oder 
Wand (1) ist, wobei durch den sensoraktiven Be- 
reich (14) in der Platte oder Wand (1) wenigstens 
zwei MeBstrecken verlaufen, an die wenigstens ei- 
ne Strahlungsquelle (2.1, 2.2) oder Gruppe (17, 18, 
19) von Strahlungsquellen zum Einstrahlen der be- 
stimmten Strahlung (3) in die Platte oder Wand und 
wenigstens ein Strahlungsempfanger (16) oder eine 
Gruppe von Strahlungsempfangern, der oder die 
im Oberlappungsbereich (Fig. 2) der Zonen (20) ei- 
nes ersten Maximums (10) des Strahlungsstarke- 
verlaufs (8) des bei im Ruhezustand unbenetztem 
sensorakdvem Bereichs aus der inneren Oberflache 
der Platte oder Wand austretenden Ruckstrahlung 
(7) der dem Strahlungsempfanger zugeordneten 
Strahlungsquelle oder -quellen zur Erzeugung ei- 
nes der empfangenen Strahlung entsprechenden 
Detektionssignales (SD) angeordnet sind, an die 
der benetzbaren auBeren Oberflache (5) gegen- 
uberliegende innere Oberflache (4) der Platte oder 
Wand angekoppelt sind. 

3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB die MeBstrecken aus wenig- 
stens zwei Strahlungsquellen (2.1, Z2) oder Grup- 
pen von Strahlungsquellen (17, 18, 19) und wenig- 
stens einem Strahlungsempfanger (16) gebildet 
sind. 

4. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Schalteranordnung ein Stromim- 



DE 44 03 

11 

pulsgenerator (30) mit einem nichtinvertierenden 
Ausgang (30.0) und einem invertierenden Ausgang 
(30.1) ist und daB in wenigstens einem (30.1) der 
Ausgange ein Stromstellglied (32) zum Einstellen 
einer bestimmten Strahlungsleistung der zugehdri- 5 
gen, von dem Ausgang (30.1) geschalteten Strah- 
Iungsquelle (2.1) oder Gruppe von Strahlungsquel- 
len angeordnet ist 

5. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet daB die Filterschaltung ein HochpaB (36) 10 
ist 

6. Anordnung nach Anspruch 1, gekennzeichnet 
durch zwei an die dem ruckstrahlenden Element 
gegenOberliegende Seite des Mediums angekop- 
pelte Strahlungsqueilen (2.1, 2.2), von denen die er- 15 
ste Strahlungsquelle (2.1) soweit vom zugehSrigen 
gemeinsamen Strahlungsempfanger (16) entfernt 
ist, daB der Strahlungsempfanger auf der von der 
Strahlungsquelle abliegenden Flanke (43) des er- 
sten Maximums (10.1) der bei im Ruhezustand be- 20 
findlichem sensoraktivem Bereich (14) von der er- 
sten Strahlungsquelle an dieser Seite des Mediums 
erzeugten Strahlungsstarkekurve (8.1) und die 
zweite Strahlungsquelle (22) soweit von dem ge- 
meinsamen Strahlungsempfanger entfernt ist, daB 25 
der Strahlungsempfanger auf der der zweiten 
Strahlungsquelle zunachst liegenden Flanke (44) 
des ersten Maximums (10.2) der bei im Ruhezu- 
stand befindlichem sensoraktiven Bereich von der 
zweiten Strahlungsquelle an dieser Seite des Me- 30 
diums erzeugten Strahlungsstarkekurve (8. 2) liegt 

7. Anordnung nach Anspruch 1, gekennzeichnet 
durch eine dem Ausgang der Filterschaltung (36) 
nachgeschaltete, eine Signalzentrierstufe (48) und 
einen Regeisignalgenerator (52) enthaltende Regel- 35 
anordnung 

— in der die Signalzentrierstufe (48) fur jede 
einem Strahlungsempfanger (16) zugeordnete 
Strahlungsquelle (2.1, Z2) oder Gruppe von 
Strahlungsqueilen einen Detektionswertspei- 40 
cher (50.1, 50.2) zum Speichern des mittleren 
Amplitudenwertes jeweils des der Strahlungs- 
quelle (z. B. 2.1) zugeordneten Signalabschnit- 
tes (z. B. 37) des Detektionssignales (SD) ent- 
halt 45 

— in der die Signalzentrierstufe auflerdem ei- 
ne Tastschaltung (49) zum Abtasten des Am- 
plitudenwertes der der wirksam geschalteten 
Strahlungsquelle zugeordneten Signalab- 
schnitte des Detektionssignales und zum Ein- 50 
speichern des mittleren Amplitudenwertes 
dieser Signalabschnitte in den zugehdrigen 
Detektionswertspeicher und eine Vergleiche- 

r anordnung (51) zur Erzeugung eines Diffe- 
renzwertes aus den gespeicherten Amplitu- 55 
denwerten zweier Detektionswertspeicher 
enthalt 

— und in der der Regeisignalgenerator (52) 
der Signalzentrierstufe nachgeschaltet ist und 
eine gegenuber der Schwingungsperiode der 60 
bestimmten Schaltfolgefrequenz (fa) um ein 
wesentliches Vielfaches grdBere Regelzeit- 
konstante (Tr) fur ein im Regeisignalgenerator 
aus der Differenz der mittleren Amplituden- 
werten der den einzelnen Strahlungsqueilen 65 
oder Gruppen von Strahlungsqueilen zuge- 
ordneten Signalabschnitten des Detektionssi- 
gnales erzeugtes Regelsignal (Sr) zur Einstel- 
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lung des (der) Stromstellgliedes (glieder) (32) 
enthalt, welche Einstellung durch das Regelsi- 
gnal derart gefuhrt ist, daB die Differenz der 
mittleren Amplitudenwerte der Signalab- 
schnitte des Detektionssignales gegen Null 
geht 

8. Anordnung nach Anspruch 1, gekennzeichnet 
durch eine Ankopplung der einem Strahlungsemp- 
fanger (16) zugeordneten Strahlungsqueilen (2.1, 
2.2) an die innere Oberflache (4) einer Platte oder 
Wand (1) derart, daB der Einstrahlungswinkel (aE) 
des Strahles der maximalen Strahlungsstarke (I) ei- 
ner Strahlungsquelle (2.1) in die Platte oder Wand 
etwa gleich dem Winkel ist, f Or den das erste Maxi- 
mum (10) der ROckstrahlung (7) aus der inneren 
Oberflache (4) der Platte oder Wand (1) in einer die 
Platte oder Wand am Ort der Strahlungsquelle (2.1) 
und des zugehdrigen Strahlungsempfangers (16) 
senkrecht durchdringenden Ebene seinen grdBten 
Wert erreicht 
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Abstract 



In the case of an arrangement for detecting wetting of a wettable outer surface (5) of a panel or wall (1 ) 
which is transparent to specific radiation, the effect is obtained by an active sensor region (14) with at 
least two measuring sections having a radiation source and a radiation detector (16), by a switch 
arrangement (22, 30) for time-interval active switching of each of the individual measurement sections in 
a specific switching sequence, by an adjustment arrangement (32) for adjusting a radiation power of the 
individual radiation sources, measured in such a way that when the active sensor region is not wetted, 
each radiation source produces a section (37) of the detection signal, the mean amplitude value of which 
is equal to the mean amplitude value of the sections (38, 39) of the detection signal assigned to the 
other radiation sources or groups of radiation sources, and by a filter circuit (36), connected downstream 
of the radiation detector(s), for transferring the detector signal (SD) to an evaluation arrangement (41 ) 
for producing a control-value and/or measured-value signal (S41) from which the difference, measured 
or established in the evaluation arrangement, of the sections of the detection signal assigned to the 
individual radiation sources, that interfering radiation does not substantially influence, distort and vitiate 
the measurement or recognition of wetting. 
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